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Analiz talep eden kisi/kurum, numune génderimi sirasinda Analiz Hizmet Sozlesmesi hiikiimleri ile birlikte

asagida belirtilen AFM Numune Kabul Kriterlerine uymakla yiikiimlidiir. Belirtilen kriterlere uygun

olmayan numuneler, MERLAB tarafindan kabul edilmeyebilir veya analiz siirecine alinmayabilir.

Onemli Uyari: AFM, nano élgekli ve yiiksek hassasiyetli bir yiizey analiz teknigidir. Uygun olmayan

numuneler, 6l¢iim kalitesini diisiirebilecegi gibi cihaz probuna ve tarama mekanizmasina zarar verebilir.

Bu nedenle AFM numune kabul kriterlerine eksiksiz uyulmasi zorunludur.

1.

Analizi yapilacak numunelerin, MERLAB’a ulasana kadar gecen siirede uygun Kkosullarda

muhafazasindan analiz talep eden kisi/kurum sorumludur.

AFM basvurularinda, AFM Numune Kabul Kriterleri okunmus ve kabul edilmis olarak, AFM
Analiz istek Formu eksiksiz doldurulup imzalanarak numune/numuneler ile birlikte MERLAB’a

elden veya kargo yoluyla bagvuru yapilmalidir.

AFM analizleri, numune sahibi veya yetkilendirilmis arastirmaci esliginde, verilen randevu giin ve
saatinde gerceklestirilmektedir. Randevu saatinde analizde bulunmayan analiz talep eden

kisi/kurum, elde edilen sonug¢lar1 kabul etmis sayilir.
AFM’de incelenecek numuneler;

o Kati formda,

e Nem, s1v1 veya ucucu bilesen icermeyen,

¢ Yiizeye tutunmus, stabil ve dagilmayan numuneler olmalidir.

Radyoaktif, biyolojik risk iceren veya insan saghgna ve cihaza zarar verebilecek numunelerin

AFM analizi yapilmamaktadir.
AFM analizleri i¢in;

e Toz, gevsek veya yigin (bulk) haldeki numuneler uygun degildir,
e Numunelerin diiz, rijit ve sabitlenebilir yiizeye sahip olmasi gerekmektedir.

e Kati numunelerin boyutlar1 tercihen maksimum ~10 mm x 10 mm olacak sekilde hazirlanmalidir.

Birden fazla numunenin ayni analiz oturumunda Ol¢iilebilmesi i¢in, numune Yyiiksekliklerinin
birbiriyle uyumlu olmasi gerekmektedir. Farkl ylikseklik ve geometriler, analiz siiresinin uzamasina

ve ek iicretlendirmeye neden olabilir.
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10.

11.

12.

13.

Numunelerin;

e AFM’ye uygun sekilde sabitlenmis (yapiskan bant, 6zel tutucu vb.),
e Yiizey hareketi olmayacak bicimde hazirlanmis olarak gonderilmesi gerekmektedir. Uygun sekilde
hazirlanmis numuneler i¢in ek numune hazirlama iicreti ahnmaz. Uygun olmayan

numunelerde, numune hazirlama bedeli talep edilebilir.

Her bir numune, silinmeyecek ve karisikhga yol a¢cmayacak sekilde etiketlenmis olmalidir.
Numuneler 01°’den  baslanarak kodlanmali, analiz sonuglarinda yalnizca bu numune

kodlari kullanilacaktir.

AFM analizlerinde en az bir saatlik analiz iicreti uygulanir. Analiz siiresi, numune sayist ve talep
edilen 6l¢timlere gore degisiklik gosterebilir. Standart AFM ucu (prob) saatlik analiz {icretine dahildir.

Ozel amagli problar (&r. tribolojik, iletkenlik, manyetik vb.) ayrica iicretlendirilir.

Analizlerden elde edilen veriler, dijital ortamda (veri transferi veya tasinabilir bellek) teslim edilir.

Ham veri ve/veya islenmis sonugclar, talep dogrultusunda paylasilir.

AFM analiz sonuglar1 ve raporlari, herhangi bir iiriiniin onaylandigini, sertifikalandirildigim veya
kalite giivencesi sagladigimi1 gostermez. Sonuclar ticari, reklam veya tamitim amach kullanilamaz,

iizerinde degisiklik yapilamaz. Bu kapsamda MERLAB, herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmez.

Tiim basvuru ve iletisim siire¢leri merlab@Kktu.edu.tr e-posta adresi iizerinden yiiriitiilmektedir.
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